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Objetivos Generales

- Proponer un conjunto de técnicas de bajo costo y no destructivas
basadas en PDI para determinar parametros de utilidad para

predecir el rendimiento de cultivos previa al descascarado y pulido.

- Formar recursos humanos en actividades relacionadas con
proyectos de investigacion

- Interactuar con Instituciones o Empresas que se puedan
beneficiar con los desarrollos realizados en el proyecto

SPAUAZ

UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL

RESISTENCIA

79 INGENIERI A
'/} ELECTRONICA
INDUSTRIAL




SPAUAZ

Estas operaciones se realizan
antes de la etapa de
descascarado y pulido
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Problemas propuestos.

Cuantificacion de granos de
arroz llenos y vanos de una
muestra

Determinacion de las masas
de muestras a partir de
Imagenes
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Elemento principal de una imagen digital
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~ Resolucion de una imagen digital

UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL
RESISTENCIA




u~wegw)émlmagen digital una muestra de granos de

SPAUAZ

UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL

RESISTENCIA S’



'ﬁ‘{gﬂ INGENIERI A
/|

/| ELECTRONICA

1//
2]

L INDUSTRIAL

Latin American Symposium on
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Histograma de una imagen digital
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Histograma de una imagen

Canal Rojo

Canal Azul
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UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL

RESISTENCIA

255

579 INGENIERIA
" /| ELECTRONICA




2779 INGENIERI A
' ELECTRONICA
“ INDUSTRIAL

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ZACATECAS

Binarizacion de una imagen digital

SPAUAZ

UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL
RESISTENCIA



70 INGENIERI A

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ZACATECAS

Binarizacion por canal

Canal

Canal Rojo

UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL
RESISTENCIA

/)1 ELECTRONICA
<" INDUSTRIAL

ITSE

L




INGENIERI A
ELECTRONICA
INDUSTRIAL

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ZACATECAS

Binarizacion de los canales

Canal Rojo Canal Canal Azul
Verde
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Binarizacion de los canales

Imagen original Canal Rojo
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[ Fig 2-1.jpg (red)-1 (G) (150% : ;_ T — S
175.26x220.98 unit (2070x2610); 8-hit; 5.2MB 2 ;

175.26x220.98 unit (2070x2610); 8-hit, 5.2MB
¢ Results
File Edit Font Results
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Problemas propuestos

Cuantificacion de granos de
arroz llenos y vanos de una
muestra
Determinacion de las masas
de muestras a partir de
Imagenes
Estas operaciones se realizan
antes de la etapa de
descascarado y pulido
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Escaner con adaptador de transparencias
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Criterios de clasificacion

« Para la identificacion de granos llenos / vanos:
Cuantificacion de la transparencia (intensidad de pixeles en
una imagen) de granos al ser atravesados por la luz de una
fuente luminosa de intensidad constante.

« Para la estimacion de la masa: relacion entre cantidad de
pixeles y masa

Materiales empleados

SPAUAZ

 Muestras preclasificadas.

« Computadora.

« Escaner de escritorio con adaptador de transparencias.
« Software de libre distribucion Imaged.

* mvesow ow * Balanza de precision.
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Granos vanos y llenos

El vaneamiento es un fenomeno relacionado con caracteristicas
genéticas y de las condiciones ambientales durante el llenado del
grano. Es importante porque se relaciona con el rendimiento
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Imagen obtenida con el adaptador
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Imagen obtenida con el adaptador

SPAUAZ

Negativo de la imagen traslucida. A la izquierda, granos vanos. A la derecha, granos llenos.
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Muestras preclasificadas

Se prepararon y digitalizaron las imagenes retroiluminadas de 10
muestras de 50 granos de arroz preclasificados en vanos y llenos, en
idénticas cantidades.
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Muestras preclasificadas
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Secuencia de operaciones
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Primer binarizacion y conteo total de granos
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Resultados del PDI
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2165x665 pixels; 8-hit, 1.4MB

SPAUAZ

300x246 pixels; RGB; 288K

Resultados del PDI
Segunda binarizacion canal rojo
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2165x665 pixels; 8-hit; 1.4MB
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Resultados PDI
Segunda binarizacion canal verde
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Resultados del PDI AR
Segunda binarizacion canal azul
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Resultados del PDI

Clasificacion por canal

Canal | Grano lleno
(%)

Grano vano

(%)

Ambas clases
(%)

Rojo | 71=11
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90 = 6

Azul 86 7

88 =8

Verde 08 £ 3

84 =9

17+8
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Se promedio el total por canal correspondiente a cada clase y se calculd la
desviacion estandar
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—== Determinacion de la masa de granos

enteros

- Para la determinacion de la masa de una muestra se
propone como estimador al valor de la suma de las
areas proyectadas de los granos que la componen.

- En la etapa de calibracion, se tomaron imagenes
color de 5 muestras compuestas por alrededor de
100, 150, 200, 250 y 300 granos llenos.

- Se binarizo el canal rojo y con la resolucion de la
Imagen se determino el area total en mm?.

- Se correlaciono el area total con la masa obtenida

*?é‘c‘:%’:%’zf&m@on la balanza
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Validacion de |la masa de granos enteros

Muestras Total Area Masa Masa Error
de de total real estimada | (%)
validacion | granos (mm?) (2) (2)
SPAUAZ 1 195 3511 4.55 461 1.3
2 286 5203 6.71 6.81 1.5
3 301 5407 7.06 7.07 0.2
4 266 4851 6.28 6.35 1.1
5 339 6152 7.9 8.04 1.8
Promedio | 1.2
— =
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Conclusiones

- La transparencia puede ser usada como elemento
clasificador.

- La determinacion es objetiva y con resultados
repetibles.

- Operacionalmente sencilla.

- No requiere entrenamiento previo.

- No demanda de un equipo especial.
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Problemas pendientes de resolver

- Reduccidén de incertezas para identificacion de granos
llenos y vanos agregando otros elementos clasificadores
(longitud de contorno).

- Aumentar el numero de granos a ser procesados

SPAUAZ - Diseno de una cinta transportadora con captura de imagenes.

- Estudiar separaciéon mecanica o por PDI de los granos de la
muestra.

- Desarrollo de un escaner de mano para determinar area
foliar.

- Desarrollo de una app para celular para determinaciones

_ morfologicas de pequenas muestras
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